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| Fujifilms position |

Varldsledande sedan 25 ar med over
60 000 installerade bildplattemaskiner &
95% av R&D utvecklar nu DR produkter
| nytt utvecklings laboratorium.
Fujifilm skall ater bli varldsledande inom
digital rontgen och AcSelerate ar
den forsta i sitt slag
Ny utveckling foljer i rask takt
Barbar detektor
Dynamisk genomlysning
Thomosyntes
Mammo detektor
Med flera.
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Acselerate  Avuier
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ACSelerate

Fujifilms egentillverkade Detektor
Hogsta DQE och MTF
150 um Pixelstorlek

43 x 43 cm Detektorstorlek

16 bit utlasning av bilden
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ACSelerate

Indirekt conversion

e Inkommande rontgenstralar konverteras till ljus i en
scintilator process

e Ljuset splds | scintillatorn




r
rDR FUJIFILM

ACSelerate

Direkt Conversion ‘

| AcSelerate har 99,3% Fillfactor.

Negativt laddade
elektroner dras
alltid mot positiva
Anoden.!
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AcCsSelerate

Digital Radiography (DR)
Fill Factor Effects
Indirect vs. Direct FPDs

FUJFILM
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ACSelerate

Okad absorption med 1000 micron / 10 kV

FDR AcSelerate .//f
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Detect

Compare 500u to 1000u
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Doseffektivitet (DQE)

Radiographic
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a-Se detektor!

* Fujifilm har utvecklat denna nya detektor sedan 2004 och
mycket nogsamt antagit och bemastrat utmaningarna
man ur klassiskt perspektiv stott pa avseende a-Se
teknologin.

* Historien upprepar sig.



a-Se detektor! Klassiska problem

— Kort livslangd p.g.a kristallisation i Selen lagret
— Skuggbilduppbyggd av gamla exponeringar. (Lag)
— Stort kalibrerings behov for stabil bildkvalité.

— Snavt temperaturomrade — svar installation
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a-Se detektor!

a-Se detektor! Klassiska problem

— Kort livslangd p.g.a kristallisation i Selen lagret
—Eliminera kristallisering genom
— Speciellt skydds skikt

— Undvika onddig varme till a-Se med HV
forsorjning via ny strategiskt arkitektur.

— Effektiv tyst flakt design.
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a-Se detektor!
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a-Se detektor!
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a-Se detektor!

a-Se detektor! Klassiska problem

— Skuggbilduppbyggd av gamla exponeringar. (Lag)
—Radering med "backlight” - LED
—Dopning av Selenet for 6kad elektronmobilitet
—Skyddsskikt med organiskt polymer lager
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Dopning
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a-Se detektor!

a-Se detektor! Klassiska problem

— Stort kalibrerings behov for stabil bildkvalité.
— Uppstart
—Vid "standby”
— UH service 2ggr/ar
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a-Se detektor!

a-Se detektor! Klassiska problem

— Snavt temperaturomrade — svar installation
—Utlasning av bilden pa bara en sida av TFT
—Speciell arkitektur for HV
—Speciellt flaktsystem (ej vattenkyld)
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a-Se detektor!
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Eliminates
the TFT

| High DQE |
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Limitation of TFT

FPD with TFT method
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1 Noise occures by reading
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Data line

Limitation of TFT

Gate line L]

Switching Transistor
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Tack for mig !
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